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Testowanie z uzyciem LabVIEW i produktow
National Instruments Motion

Opracowanie niezawodnego systemu testowania komponentow

do foteli samochodowych, wspdipracujqcego z serwonapedami,
enkoderami i sifownikami dociskajqcymi rame siedziska, bylo nie
lada wyzwaniem. Tester musial komunikowaé sie z bazami danych,
drukarkami, sieciami komputerowymi, czytnikami i drukarkami
kodow kreskowych, oraz umozliwia¢ zdalng kontrole. Stanowisko
bylo przeznaczone do zainstalowania na linii produkcyjnej,

wiec system musial spelniaé¢ surowe wymagania. Zastosowanie
oprogramowania NI LabVIEW, sprzetu National Instruments oraz
technologii PXI, pozwolilo na uzyskanie oplacalnego rozwiqzania
dzialajqcego na linii produkcyjnej, wyposazonego w czytnik kodow
kreskowych, za pomocq ktérego poszczegdlne komponenty sq
identyfikowane i poddawane odpowiednim testom.

Nasz klient produkuje elementy foteli
samochodowych instalowanych w autach
wiodacych marek. Jego komponenty muszg
spelnia¢ standardy najwyzszej jakosci i by¢
w 100% przetestowane przed przekazaniem
ich do wysytki. W tym konkretnym przypad-
ku precyzyjnie mierzyliémy i rejestrowali-
$my parametry przesunie¢ dla wszystkich
elementéw foteli samochodowych.

Klient poszukiwal rozwigzania szyb-
kiego w implementacji i optacalnego, ktére
mozna byloby zainstalowa¢ na linii pro-
dukcyjnej. Stanowisko testowe musialo by¢
wyposazone w skaner kodéw paskowych,
za pomocy ktérego rézne produkty bylyby
rozpoznawane i poddawane odpowiednim
testom. Oznacza to, ze stanowisko testowe
musiato by¢ na tyle elastyczne, aby méc ba-
da¢ wiele r6znego rodzaju produktéw. Mu-
siato tez by¢ odpowiednio szybkie, aby nada-

zac za linig produkcyjng i odpowiednio roz-

Fotografia 1. Zmontowane stanowisko
testowe
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budowane, by méc przeprowadzi¢ wszystkie
konieczne testy. Ponadto oczekiwano, by
bylo ono intuicyjne i lfatwe w obstudze, aby
mogli je uzywac takze niedo$wiadczeni ope-
ratorzy.

Wybraliémy LabVIEW i sprzet National
Instruments, polaczone ze stacjonarnym
komputerem PC i zdalng platformg PXI, stu-
zacymi do sterowania i akwizycji danych.
Poniewaz mieli$my bardzo duzg liczbe kom-
ponentéw do testowania, opracowalismy
system automatycznego usuwania testowa-
nych czesci ze stacji. Pozwolilo to przyspie-
szy¢ prace na linii produkcyjnej, gdyz opera-
tor mégt przygotowywaé nowy podzesp6t do
testow, podczas gdy poprzednia rama siedzi-
ska byla przekazywana do pakowania. Dzieki
temu operator mégl pomina¢ kroki zwigzane
z wymontowywaniem testowanego elemen-
tu ze stanowiska, co prowadzito do oszczed-
nosci duzej ilosci czasu.

Budowa systemu testujacego

Ze wzgledu na potrzebe zastosowania
duzej liczby cyfrowych kanatéw danych,
klasyczny, stacjonarny komputer PC nie
mogl samodzielnie pelni¢ roli testera, gdyz
nie wystarczytoby w nim gniazd PCI, w kté-
re mozna by byto wlozyé¢ karty rozszerzen.
Dlatego wybraliSmy zdalna obudowe
NI PXI, ktéra spelniala wymagania niezbed-
ne dla akwizycji danych i komunikowata
sie ze sterujacym nig komputerem PC. Uzy-

lismy takze dwdéch niedrogich, przemyslo-

Sprawdz, jak LabVIEW moze by¢ uzyte

w Twojej aplikacji przemystowej podczas
Warsztatéw  LabVIEW. Informacje o datach
i miejscach organizacji warsztatow mozna
znalez¢ na stronie internetowej National
Instruments.

wych moduléw wejsé cyfrowych NI PXI-
6511, dzieki ktérym uzyskaliémy 128 izo-
lowanych wejs¢ 24 V. Dzigki izolacji mogli-
$my podiaczac nasze sensory bezposrednio,
oszczedzajac przy tym czas i upraszczajac
zlozono$¢ calego uktadu, a takze obnizajac
jego koszt. Dodatkowo, uzyliSmy dwo6ch
niedrogich, przemystowych moduléw cy-
frowych wejsc i wyjéc¢ (NI PXI-6512), dzieki
ktéorym nie musieliSmy stosowaé dodatko-
wych optoizolatoréw.

Majac do dyspozycji tak wiele kanaléw,
przy uzyciu niewielu oddzielnych urza-
dzen, nie tylko skréciliSmy czas konfiguro-
wania systemu, ale tez udato sie nam ogra-
niczy¢ przestrzen zajmowang przez panel
polaczeniowy.

ZastosowaliS$my tez modut wej$¢ ana-
logowych NI PXI-6220, pracujacy z 16-bi-
towa rozdzielczo$cia przy prébkowaniu
z szybkoscig 250 kS/s. Byl to idealny wy-
bér, poniewaz nasz klient oczekiwal bar-
dzo precyzyjnego pomiaru obcigzenia.
Do odczytywania danych z enkoderéw
mierzacych pozycje uzyliSmy 8-kanalo-
wego, 32-bitowego modutu licznikowego
NI PXI-6602. Sterowanie czterema serwo-
napedami zorganizowano za pomocg czte-
roosiowego kontrolera NI 7340. Jego pelna
integracja z narzedziem konfiguracyjnym
NI Measurement & Automation (MAX) za-
pewnila intuicyjny interfejs uzytkownika,
zar6wno na potrzeby konfigurowania, jak
i rozwigzywania problemoéw.

Do podtgczenia obudowy PXI do kom-
putera PC uzylis$my lacza MXI-Express link
(modul NI PCIe-8361). Modul PCle-8361
umozliwia ciagly transfer o przepustowo-
$ci do 110 MB/s i stanowi w pelni trans-
parentne rozszerzenie magistrali PCI, tj.
wszystkie moduly PXI sg ,widziane” przez
komputer PC jako zainstalowane w nim
karty rozszerzen, co upraszcza konfiguro-
wanie systemu. Nasi inzynierowie szybko
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Rysunek 2. Schemat stanowiska
testowego

zmontowali zestaw i skonfigurowali sys-
tem PXI, w efekcie czego moglisSmy prze-
prowadza¢ pomiary szybciej, niz sie spo-
dziewalismy. Mysleliémy, ze aby uzyskaé
w pelni sprawny system bedziemy musieli
po$wieci¢ kilka dni na prace konfigura-
cyjne i podlaczeniowe, ale okazalo sie, ze
wystarczylo tylko kilka godzin.

Oprogramowanie LabVIEW

Duza liczba czujnikéw polaczona z sze-
rokg gama produktéw, ktére moga by¢ pod-
dawane testom sprawila, ze zaprojektowa-
nie intuicyjnego dla operatoré6w interfejsu
uzytkownika bylto sporym wyzwaniem. Po-
SwieciliSmy temu zagadnieniu duzo uwagi,
gdyz klient nie miat dotad w swoim zakla-
dzie zadnego innego sprzetu, ktéry bylby
az tak skomplikowany. Poniewaz system
mial dziata¢ na linii produkcyjnej, musiat
by¢ odporny na bledy, prosty, dokladny
i bezpieczny.

Aby ulatwi¢ sobie zadanie projekto-
wania oprogramowania nasi inzynierowie
skorzystali z pakietu LabVIEW State Dia-

gram Toolkit, dzigki czemu mogli jednocze-
$nie wizualizowaé¢ architekture programu
i pisa¢ kod. Narzedzie to pozwalalo inzy-
nierom na szybkie dzielenie sig opracowy-
wanymi koncepcjami dzialania maszyny
z dziatem zarzadzania, a nawet z klientem.
Metoda ta pozwolila nam latwo wykry-
waé potencjalne problemy i wprowadzaé
poprawki bez strat czasu. Skorzystalismy
tez z pakietu NI Motion Assistant, w celu
skonfigurowania wstepnych profili ruchu.
Narzedzie to pomoglo nam zaoszczedzié
kilka godzin pracy i bylo bardzo przydatne
na etapie wstepnej konfiguracji serwonape-
déw. Mogliémy bezpiecznie zbada¢ profile
przyspieszen i opéznien silnikéw oraz ich
predkosci, zanim zabrali$my sig do progra-
mowania ich dzialania.

tak,
by mogla niezaleznie prowadzi¢ w tym

Aparature  zaprojektowaliSmy
samym czasie testy dwoéch produktéw.
Zalozenie to utrudnialo budowe odpo-
wiedniego interfejsu uzytkownika, ktéry
w czytelny spos6b wyswietlalby wszyst-
kie szczeg6ly odnoénie odczytywanych
sygnaléow oraz zapewnial intuicyjne kon-
trolki. W menu gléwnym zastesowaliSmy
wiec zakladki, ktére pozwolily na latwy
dostep do
testow i

wszystkich adekwatnych

informacji diagnostycznych.
Jednoczesnie chronily one hastem dostep
do ustawien parametrow testowych.

Do roli komputera stacjonarnego, ko-
munikujacego si¢ z 7-slotowg platformg NI
PXI-1042, wybraliémy model z dwurdze-
niowym procesorem. Pozwolil on na peine
wykorzystanie zalet wbudowanej w La-
bVIEW obslugi wielowatkowosci i stworzy-
liSmy zaawansowang, wydajng aplikacje,
ktéra zuzywala wzglednie nieduzg ilosé¢
zasob6w procesora, pozostawiajac duzo
mocy obliczeniowej dla systemu operacyj-
nego i innych potencjalnych aplikac;ji.
Amit Bhalla, Patrick Allen, John Purse
Sci-Mech Technical Services
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Rysunek 3. Widok interfejsu uzytkownika
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REKLAMA

zautomatyzowanych

redukgcji kosztu budowy testeréw, zwiekszenia
przepustowosci systemu oraz skrdécenia czasu

kompleksowych rozwiazan do nawet najbardziej
wymagajacych, zautomatyzowanych testow.

Niezrownane
mozliwosci i
elastycznosc w

testach

Urzadzenia oparte na platformie NI PXI oraz
srodowisko NI LabVIEW przyczyniaja sie do

potrzebnego na implementacje
oprogramowania. Ponad 500 oferowanych
przyrzadéw PXI umozliwia opracowanie

Zwieksz swoja efektywnosc.
Odwiedz ni.com/pxi
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